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Uberblick Laborausstattung

1. Thematischer Fokus Equipment Leistungskennzahlen
Zuverlassigkeit integrierter Transistoren auf Waferebene
(WLR) und fur Priflinge im Package 2 Waferprober Wafer bis 12" und Einzel-Dies

2. Wer sind die Nutzer?
Hersteller und Designer von integrierten Schaltungen

von 2x2 mm?2 bis 10x10 mm?2,
Temperaturbereich: -40 °C bis 300 °C inkl. Zyklen

DC:+210V@ 1A
Gepulst: £ 40 V @ 800 mA bis zu 50 MHz

DC: £ 3000 V@ 20 mA
Gepulst: + 1500 V @ 120 mA, bis zu 4 MHz

3. Was kann im Labor getan werden? Parameter
Elektrische Charakterisierung integrierter Bauelemente unter Analyzer
verschiedenen Spannungs- und Temperaturbedingungen
gemaB allgemeinen Industriestandards (JEDEC) und spezi- 2 HV-SMUs
fischen Kundenanforderungen als Beitrag zur Technologie-
qualifizierung, z.B. nach AEC-Q100 Package-Level-

4. Besonderheiten des Labors Reliability-Tester

»Fast-BTI-Messungen« zur Analyse von Degradation und

Parallelisierung von Messungen zu HCl, BTI,
TDDB, GOl an Priflingen in DIL-24-Packages
DC-Bedingungen und beliebige Zeitverlaufe

Relaxation beim Alterungseffekt Bias Temperature Instability

Welche Aufgabenstellungen von Kunden adressiert
das Zuverlassigkeitslabor?

Die Zuverlassigkeit von ICs und Geraten ist ein Schltsselkriterium fur
sicherheitskritische oder langlebige Anwendungen. Um den Einfluss
verschiedener VerschleiBmechanismen zu untersuchen, charakterisieren
wir Halbleiterstrukturen nach Industriestandards sowie spezifischen
Kundenanforderungen mit dem Fokus auf Zuverlassigkeit. Wir planen
die entsprechenden Experimente, fihren diese durch und analysieren
die Daten. Darlber hinaus bieten wir zusatzliche Messungen an, um
Degradationsmodelle zu kalibrieren oder spezifische Technologiefahig-
keiten zu bewerten.

Erstellen von Prifkonzepten und Qualifizierungsplanen
Implementierung von kundenspezifischen Messverfahren
Messungen an Wafern oder Einzel-Dies

Datenerfassung / -analyse einschlieBlich Lebensdauervorhersage
Kalibrierung von Transistordegradationsmodellen
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